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Zur Prufung des Oberflachenprofils von nichttransparen- 
tem Material, z. B. im Bereich der WerkstOckkontrolle, wird 
mittels ernes automatisch hobenverstellbaren Mikroskops 
eine Sequenz von Mikroskopbildern mit unterschiedlichen 
Scharfeebenen erstellt und mit einer Fernsehkamera in eine 
digitals Auswerteeinheit ubertragen. In dieser Auswerteein- 
heit wird fur jeden Bildpunkt diejenige Bildnummer inner- 
halb der Sequenz ermittelt, bei der die maximale absolute 
Grauwertdifferenz zum entsprechenden Bildpunkt des vor- 
ausgehenden Bildes auftritt. Diese Bildnummer wird als In- 
dex in em Ergebnisbild eingetragen und gibt nach Auswer- 
tung der gesamten Sequenz fur jeden Bildpunkt die Ebene 
der maximalen Scharfe an. Dieser AuswerteprozeS benotigt 
immer nur zwei gespeicherte Mikroskopbilder. das jeweils 
neu erfaSte und das vorausgehende. Weiterhin mflssen das 
Maximumdifferenz- und das Indexbild gespeiohert werden 
Aufgrund der einfachen bildpunktweisen Vergleichsopera-' 
tionen wird mit heutiger Technologie eine mit der Fernseh- 
bildfolgefrequenz schritthaltende Auswertung erreicht. 



3406375 

Verarbeitung schritthaltend mit der maximal moglichen 
Aufnahmegeschwindigkeit, die durch die Mechanik der 
5 Mikroskopverstellung oder durch die Fernsehbi ldfolge- 
frequenz begrenzt wird, erfolgen. Die Auswertung der 
Bildsequenz muB einen geringen Zeitbedarf aufweisen, 
urn einen Einsatz in der industriel len Serienprilf ung ' 
von WerkstOcken zu ermCgl ichen. 
10 Diese Aufgabe wird erfinderisch dadurch geldst, dali 
bezuglich des Gerateauf wands gemaB der kennzeichnenden 
Merkmale nach Anspruch 1 unabhSngig von der LSnge der 
Mikroskopbild-Sequenz neben dem Maximum- und Indexbild 
immer nur zwei Mikroskopbi Ider mit benachbarten SchSrfe- 
15 ebenen fur die Berechnung gespeichert werden mOssen 
Aufgrund der einfachen bi Idpunktwei sen Vergleichsopera- 
tionen, die mit heutiger Technologie schritthaltend mit 
der Fernsehbildfolgefrequenz ausgefiihrt werden kfinnen 
wird eine maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht 
20 Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen ins- 
besondere darin, dafi mit geringem gerStetechnischem Auf- 
wand eine Mikroskopbi Idsequenz mit beliebig vielen und 
beiiebig genau abgestuften SchSrf eebenen , soweit dies 
nicht durch die Eigenschaften der Mikroskopoptik und 
25 deren Verstel leinrichtung sowie durch das Kamerarauschen 
begrenzt wird, schritthaltend mit der Fernsehbildfolge- 
frequenz verarbeitet werden kann. 



